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研究成果概要 
 本研究では，浜松ホトニクス社の 3mm 角 50µm ピッチ 3,600 ピクセルと 100 µm ピッ

チ 900 ピクセル MPPC を入手し，それぞれの基礎特性を調べた． 
ゲインの超過電圧特性は，5.6×105 /V (50µm ピッチ)と 2.3×106 /V (100µm ピッチ)で，

ともに温度依存性はなく，1mm 角 MPPC とほとんど同じ特性であることがわかった（下

図左）．ピクセルサイズによるこの特性の違いは，静電容量の違いによるものである． 
バイアス電圧を固定した場合のゲインの温度特性は，50µm ピッチに対して，−3.1×104 

/°C，100µm ピッチに対して−1.3×105 /°C と得られた（下図中の青色系と黄色系）．例え

ば 106ゲインで使用する場合，1°C の温度変化に対して，50µm ピッチタイプで約 3％の

ゲイン変動に収まるが，100µm ピッチタイプの場合にはその変動がおよそ 13％に達する

ため，かなり厳密な温度コントロールを行うか，あるいは温度補償回路の使用が不可欠

であることがわかった． 
温度をパラメータにしたノイズレートの超過電圧特性の測定結果の 1 例（50mm ピッ

チ MPPC）を下図右に示す．ダークノイズを主とするノイズレートは，超過電圧，温度，

ピクセルサイズに依存していること，クロスト―ク発生確率はピクセルサイズに依存し，

超過電圧特性は指数関数と一次直線の和で表せること，クロスト―クとアフターパルス

の和の発生確率の超過電圧特性は温度に依存しないこと，など 1mm 角でも得られた特性

が確認されたダークノイズレートは全面積に比例することが期待されるが，クロストー

ク確率はピクセルサイズが同じなら面積が大きいほうが増加することが期待され，実際

3mm 角の全ノイズレートは 1mm 角のそれに比べて 30 倍程度あることがわかった．こ

のことからも，大型化する場合には低温化する必要がある． 
 今後は，MPPC アレイの特性を調べ，実際に夜光を観測することを試みたい． 
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